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X線回折法による
薄膜評価セミナー

下記の通り、薄膜Ⅹ線回折セミナーを開催いたします。
事前予約不要、参加費無料ですので、ぜひご参加ください。

9:45～10:00
受付

10:00～10:05
開会の挨拶

10:05～11:45
X線回折法による薄膜評価
●X線回折の基礎
●薄膜X線回折の基礎
●X線を用いた薄膜評価の発展形

11:45～13:30
休憩

講師 株式会社リガク 西郷 真理 氏

日時 平成３０年２月２０日（火）
１０:００～１５:４０

場所：工学研究院フロンティア応用科学研究棟

１Fセミナー室１

13:30～14:40
逆格子マップによるエピタキシャル
薄膜の評価
●X線回折を用いたエピタキシャル膜の評価
●逆空間の考え方
●逆格子マップ測定

14:40～15:30
高分解能ロッキングカーブ測定による
エピタキシャル薄膜の評価

15:30～15:40
閉会の挨拶


